
広島大学技術センター報告集第9号　27

 

 

 

   
 
1.  

 

 

2.  

 

(1)  

400 700 nm 1 nm   

0.000000001 m 0.0025 nm 

200KV

 

SEM  Scanning Electron 

Microscope  

SEM

SEM FE-SEM

Field Emission SEM FE-SEM

SEM

FE-SEM

SEM

 

TEM  Transmission Electron 

Microscope  

SEM

TEM

 

(2)  



28 広島大学技術センター報告集第9号

 

 

3.  

 

(1)  

 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

(3)  

 

 

 

 



広島大学技術センター報告集第9号　29

&

 

 

 

 

 

TEM

 

(4)  

 

5 6

 

)  

 

)  

 

)  

 

 

 

 

100% 



30 広島大学技術センター報告集第9号

 

 

4.  

 

 

 

 
 


